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ナノ構造に誘起した近接場光を SNOM 計測して得られる信号プロファイルは，近接場光

強度分布と走査に用いるファイバープローブのコンボリューションになると考えられ

る [1]．今回，ナノスリットに誘起した近接場光の SNOM 計測で得られた信号プロファ

イルのコンボリューション解析を行い，未知であったファイバープローブの特性を表す

窓関数を抽出した． 

Fig.1 に示すように，幅 46 nm の Ag薄膜をコートしたナノスリット背面から波長 476.5 

nm の Ar+レーザー光を SPR 入射角で照射し，曲率半径 30 nm のスリットエッジに生じた

ツインピーク近接場光を直径 107 nm の開口プローブで走査した． 

 

Fig.1 : SNOM measurement of the near-field light generated on a nanoslit. 

コンボリューション積分において，ナノスリット上の SPR 増強近接場光強度プロファ

イルを FDTD 法によって与え，SNOM 計測値および FDTD 計算値をともに離散化したのち

フーリエ変換を行った．コンボリューション定理に基づいて SNOM 計測値を FDTD 計算値

で除し，逆フーリエ変換を施して窓関数を表す空間プロファイルを得た．さらに，プロ

ーブ窓関数を用いて光強度分布の補正を行い，プローブの影響のない非破壊近接場光プ

ロファイルを求めた． 

[1] 松下, 岸田, 伊藤, 第 65 回応用物理学会春季学術講演会, 19p-F310-11, 2018. 
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